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The Keysight B1500A Semiconductor Device Analyzer with EasyEXPERT software comes 
with more than 100 categorized application tests, which greatly reduce the time required 
for characterizing new devices, processes and materials. 

The application tests provided in the EasyEXPERT software library are conveniently 
categorized by device type and application. Sample categories include bipolar junction 
transistors (BJT), complementary metal-oxidesemiconductor (CMOS) transistors,
nanotechnology structures and reliability tests. Although these application tests are 
ready to use as supplied, in some cases it may be necessary to customize them in order 
to meet the unique testing requirements of specialized technologies and devices.

Most of the input parameters for the EasyEXPERT application tests have upper and lower 
test limits. These limits are in-place to protect devices from damage that could occur 
from inadvertent mistakes such as incorrect keystrokes or operator entry error. However, 
it is a relatively simple process for users to modify the input parameter ranges of the 
�V�X�S�S�O�L�H�G���(�D�V�\�(�;�3�(�5�7���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W�V�����6�X�F�K���P�R�G�L�o�F�D�W�L�R�Q���P�D�\���E�H���Q�H�F�H�V�V�D�U�\���W�R���W�H�V�W
some of the newer and more exotic devices and process technologies. This application 
�Q�R�W�H���R�X�W�O�L�Q�H�V���W�K�H���P�R�G�L�o�F�D�W�L�R�Q���S�U�R�F�H�V�V���E�\���X�V�L�Q�J���W�K�H���k�,�G���9�G�y���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���D�V���D�Q
example. The note also shows how easily the upper and lower input parameter limits 
�R�I���W�K�L�V���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���F�D�Q���E�H���P�R�G�L�o�H�G��

�,�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q
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�0�R�G�L�I�\�L�Q�J���D�Q���H�[�L�V�W�L�Q�J���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q

Figure 1 shows the error message  that appears when the input value for an EasyEXPERT 
�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���H�[�F�H�H�G�V���W�K�H���S�U�H�G�H�o�Q�H�G���L�Q�S�X�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U���O�L�P�L�W�V�����7�K�H���L�Q�S�X�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U���O�L�P�L�W��
�U�D�Q�J�H���F�D�Q���E�H���H�D�V�L�O�\���H�[�S�D�Q�G�H�G���L�Q���W�Z�R���V�L�P�S�O�H���V�W�H�S�V�����R�S�H�Q�L�Q�J���W�K�H���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z�����D�Q�G��
modifying the properties of the parameters. This process is explained in detail below.

�2�S�H�Q�L�Q�J���W�K�H���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z

�7�K�H���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���L�V���X�V�H�G���W�R���G�H�o�Q�H���W�K�H���W�H�V�W���V�H�W�X�S���X�V�H�G���L�Q���W�K�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W��
�G�H�o�Q�L�W�L�R�Q�����)�L�J�X�U�H�������V�K�R�Z�V���W�K�H���W�K�U�H�H���V�W�H�S�V���L�Q�Y�R�O�Y�H�G���L�Q���R�S�H�Q�L�Q�J���W�K�H���Z�L�Q�G�R�Z��

�� �������� �6�H�O�H�F�W���W�K�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���F�D�W�H�J�R�U�\���W�K�D�W���L�Q�F�O�X�G�H�V���W�K�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���W�R����
  be opened (in this example the CMOS category).
�� �������� �8�Q�G�H�U���/�L�E�U�D�U�\�����V�H�O�H�F�W���W�K�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���W�R���E�H���P�R�G�L�o�H�G�����L�Q���W�K�L�V���H�[�D�P�S�O�H�����W�K�H���,�G���9�G����
  test).
�� �������� �,�Q���W�K�H���/�L�E�U�D�U�\���S�X�O�O���G�R�Z�Q���P�H�Q�X�����V�H�O�H�F�W���k�2�S�H�Q���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���R�I���7�K�L�V���7�H�V�W�{�y���7�K�H���W�H�V�W����
�� �� �G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���D�S�S�H�D�U�V�����D�V���V�K�R�Z�Q���L�Q���)�L�J�X�U�H������

�7�K�H���7�H�V�W���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���S�U�R�Y�L�G�H�V���W�K�U�H�H���W�D�E�V���W�R���G�H�o�Q�H���W�K�H���W�H�V�W���V�H�W�X�S����(Note that when 
�W�K�H���7�H�V�W���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���R�S�H�Q�V�����W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�L�R�Q���W�D�E���L�V���W�K�H���G�H�I�D�X�O�W���V�H�O�H�F�W�L�R�Q����

�� �q���� �7�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�L�R�Q���7�D�E���G�H�o�Q�H�V���W�K�H���O�R�R�N���D�Q�G���I�H�H�O���R�I���W�K�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���E�\����
�� �� �V�S�H�F�L�I�\�L�Q�J���W�K�H���W�H�V�W���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����G�H�Y�L�F�H���S�D�U�D�P�H�W�H�U���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q�V�����D�Q�G���W�H�V�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U����
�� �� �G�H�o�Q�L�W�L�R�Q�V��
�� �q���� �7�K�H���7�H�V�W���&�R�Q�W�H�Q�W�V���7�D�E���F�R�Q�W�D�L�Q�V���W�K�H���W�H�V�W���H�[�H�F�X�W�L�R�Q���p�R�Z���W�K�D�W���L�V���W�K�H���H�V�V�H�Q�F�H���R�I���W�K�H����
�� �� �W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q��
�� �q���� �7�K�H���7�H�V�W���2�X�W�S�X�W���7�D�E���V�S�H�F�L�o�H�V���W�K�H���G�D�W�D���R�X�W�S�X�W���D�Q�G���L�V���J�H�Q�H�U�D�O�O�\���R�Q�O�\���Q�H�H�G�H�G���I�R�U����
  certain types of very complicated tests.

�)�L�J�X�U�H���������7�6�W�H�S�V���U�H�T�X�L�U�H�G���W�R���R�S�H�Q���W�K�H���7�H�V�W���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z�)�L�J�X�U�H���������7�H�V�W���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z

�)�L�J�X�U�H���������,�Q�S�X�W���Y�D�O�X�H���H�U�U�R�U���P�H�V�V�D�J�H��
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�)�L�J�X�U�H���������5�H�O�D�W�L�R�Q�V�K�L�S���E�H�W�Z�H�H�Q���W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���D�Q�G���W�K�H���0�D�L�Q���Z�L�Q�G�R�Z���Z�L�W�K���U�H�V�S�H�F�W���W�R���7�H�V�W���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q

�&�K�D�Q�J�L�Q�J���S�D�U�D�P�H�W�H�U���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V

�,�Q���W�K�L�V���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���Q�R�W�H�����W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�L�R�Q���V�H�W�X�S���L�V���X�V�H�G���D�V���D�Q���H�[�D�P�S�O�H�����)�L�J�X�U�H������
�V�K�R�Z�V���W�K�H���I�R�X�U���V�H�W�X�S���D�U�H�D�V���X�Q�G�H�U���W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�L�R�Q���W�D�E����

�� �q���� �7�H�V�W���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q
�� �q������ �'�H�Y�L�F�H���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q
�� �q������ �7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q
 –  Properties

�,�Q���W�K�H���7�H�V�W���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D�U�H�D�����W�K�H���W�H�V�W���Q�D�P�H�����W�K�H���L�F�R�Q���o�O�H���Q�D�P�H�����Z�K�L�F�K���D�S�S�H�D�U�V���L�Q���W�K�H��
�/�L�E�U�D�U�\���D�U�H�D���R�I���W�K�H���P�D�L�Q���Z�L�Q�G�R�Z�������D�Q�G���W�K�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���R�I���W�K�H���W�H�V�W���D�U�H���V�S�H�F�L�o�H�G�����7�K�H��
�'�H�Y�L�F�H���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�Q�G���7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�U�H�D���G�H�o�Q�H���W�K�H���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V��
used in the application test. 

�7�K�H���3�U�R�S�H�U�W�L�H�V���D�U�H�D���L�V���X�V�H�G���W�R���G�H�o�Q�H���W�K�H���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V���R�I���W�K�H���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V���R�I���E�R�W�K���W�K�H���'�H�Y�L�F�H��
�3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�U�H�D���D�Q�G���W�K�H���7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�U�H�D��

�7�K�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�V�K�L�S���E�H�W�Z�H�H�Q���W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�L�R�Q���V�H�W�X�S���D�U�H�D���D�Q�G���W�K�H���P�D�L�Q���Z�L�Q�G�R�Z���L�V��
�V�K�R�Z�Q���L�Q���)�L�J�X�U�H�V�������D�Q�G���������7�K�H���G�H�I�D�X�O�W���Y�D�O�X�H���L�Q���W�K�H���7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�U�H�D��
appears as a default input parameter in the main window, and the properties of this input 
value can be set in the Properties area.

�%�H�I�R�U�H���F�K�D�Q�J�L�Q�J���W�K�H���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V���R�I���D���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q�����L�W���L�V���D�G�Y�L�V�D�E�O�H���W�R���o�U�V�W���V�D�Y�H���W�K�H���W�H�V�W��
�G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���X�Q�G�H�U���D�Q�R�W�K�H�U���Q�D�P�H�����7�K�L�V���S�U�H�Y�H�Q�W�V���L�Q�D�G�Y�H�U�W�H�Q�W�O�\���R�Y�H�U�Z�U�L�W�L�Q�J���W�K�H���R�U�L�J�L�Q�D�O��
�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W�����,�Q���W�K�L�V���F�D�V�H�����I�R�U���H�[�D�P�S�O�H�����W�K�H���Q�D�P�H���R�I���W�K�H���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���F�R�X�O�G���E�H��
�F�K�D�Q�J�H�G���I�U�R�P���k�,�G���9�G�y���W�R���k�,�G���9�G���0�R�G�y��

�,�Q���W�K�L�V���H�[�D�P�S�O�H�����W�K�H���P�D�[�L�P�X�P���D�O�O�R�Z�D�E�O�H���Y�D�O�X�H���R�I���W�K�H���L�Q�S�X�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V���9�J�6�W�D�U�W�����9�J�6�W�R�S����
�9�G�6�W�D�U�W�����D�Q�G���9�G�6�W�R�S���I�R�U���W�K�H���I�X�U�Q�L�V�K�H�G���,�G���9�G���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W���Z�D�V���V�H�W���D�W�������9�����1�R�W�L�F�H���W�K�D�W��
�Z�K�H�Q���D�Q�\���R�I���W�K�H�V�H���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V���L�Q���W�K�H���7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�U�H�D���L�V���V�H�O�H�F�W�H�G�����W�K�H��
properties of the input value appear in the Properties area. 
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Figure 6 shows how easy it is to increase the maximum value of the input parameter (in 
�W�K�L�V���F�D�V�H���I�U�R�P�������9���W�R���������9�������2�I���F�R�X�U�V�H�����W�K�L�V���R�S�H�U�D�W�L�R�Q���P�X�V�W���E�H���U�H�S�H�D�W�H�G���I�R�U���H�D�F�K���R�I���W�K�H��
�L�Q�S�X�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U�V���W�R���E�H���P�R�G�L�o�H�G��

�)�L�Q�D�O�O�\�����W�K�H���P�R�G�L�o�H�G���W�H�V�W���G�H�o�Q�L�W�L�R�Q���P�X�V�W���E�H���V�D�Y�H�G���E�\���V�H�O�H�F�W�L�Q�J���W�K�H���)�L�O�H���!���6�D�Y�H���P�H�Q�X���D�Q�G��
�W�K�H�Q���F�O�R�V�H�G���E�\���W�K�H���V�H�O�H�F�W�L�Q�J���W�K�H���)�L�O�H���!���&�O�R�V�H���P�H�Q�X�����8�V�L�Q�J���W�K�L�V���P�R�G�L�o�H�G���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�H�V�W�����L�W��
�L�V���Q�R�Z���S�R�V�V�L�E�O�H���W�R���L�Q�S�X�W���D���Y�D�O�X�H���R�I���X�S���W�R���������9���L�Q�W�R���D�Q�\���R�I���W�K�H���9�J�6�W�D�U�W�����9�J�6�W�R�S�����9�G�6�W�D�U�W�����R�U��
�9�G�6�W�R�S���L�Q�S�X�W���o�H�O�G�V����

Conclusion

Modifying the input parameter range of the furnished B1500A application tests is a 
simple operation, which makes it possible to test a greatly expanded set of devices and 
technologies.

�)�L�J�X�U�H���������5�H�O�D�W�L�R�Q�V�K�L�S���E�H�W�Z�H�H�Q���W�K�H���7�H�V�W���6�S�H�F�L�o�F�D�W�R�Q���Z�L�Q�G�R�Z���D�Q�G���W�K�H���0�D�L�Q���Z�L�Q�G�R�Z���Z�L�W�K���U�H�V�S�H�F�W���W�R���W�K�H���'�H�Y�L�F�H���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q���D�Q�G���W�K�H��
�7�H�V�W���3�D�U�D�P�H�W�H�U�V���'�H�o�Q�L�W�L�R�Q��

�)�L�J�X�U�H���������,�Q�F�U�H�D�V�L�Q�J���W�K�H���P�D�[�L�P�X�P���Y�D�O�X�H���R�I���W�K�H���L�Q�S�X�W���S�D�U�D�P�H�W�H�U���L�Q���W�K�H���3�U�R�S�H�U�W�L�H�V���Z�L�Q�G�R�Z��
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Europe & Middle East
Austria ����������������������
Belgium 0800 58580
Finland ����������������������
France 0805 980333
Germany ������������������������
�,�U�H�O�D�Q�G ����������������������
�,�V�U�D�H�O 1 809 343051
�,�W�D�O�\ 800 599100
�/�X�[�H�P�E�R�X�U�J ��������������������������
Netherlands ������������������������
Russia ������������������������
Spain 800 000154
Sweden ����������������������
Switzerland 0800 805353
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